mlabilir. Bundan sonra dinamik yiikler altindaki olgme, kolay yanina
yaklasilabilen ve biiyiik 6lgme uzunluklu aletlerin yerlestirilmesine im-
kan veren az sayidaki noktalara inhisar ettirilir. Elastik halde kuvvet
ve sekil degistirme arasinda lineer bagmti bulundugundan, statik ve
dinamik o6lgmeleri yapilmis olan bir noktadan diger biitiin noktalarin
sekil degistirme ve gerilme haline gecilebilir. Dinamik kuvvetler altin-
daki deneylerde genellikle gerilme ve sekil deBistirme olay1 olgme alet-
lerini okumaya zaman kalmayacak kadar hizhi ilerler. Bu sebeple olg-
me aletleri tarafindan alnan degerleri kaydeden aletleri kullanmak
mecburiyeti vardir. Olgme ve kaydedici aletlerin olayi izleyebilecek
derecede kiiciik ataletli olmas: gerekir. Mekanik esas iizerinde insa
edilen aletlerle ancak 100 _ 300 Hertz'e kadar dogru kayit yapilabilir
Daha yiiksek frekanslarda sadece elektrikli olcme araglar1 bahis konu-
su olur. Bundan baska her alet muayyen bazi {rekans araliklarinda
dogru kayit yapabilecek sekilde insa edilir. Kuvvetin ihtimalle ilgili
oldugu hallerde gozlemeler 6nemli derecede uzun zaman boyunca yap1-
lir. Bilyiik bir zaman araliginda yapilan ¢ok sayidaki olcmeler yar-
dumyle muayyen deZeri haiz sekil degistirmelerin  tekerriirii buluna-
bilir- Bu maksatla 6zel sayict aleylerden istifade edilir.

Nihayet, elastisitede hareket biiyiikliiklerinin yer ve sekil degistir-
me olmak iizere iki biiyitk gruba ayrildigimi soylemek isteriz. Dig etki-
ler tarafindan meydana getirilen yer degistirmeleri, kesit etkileri ta-
rafindan meydana getirilen sekil degistirmeleri ile ilgili oldugundan
dogrudan dogruya sekil degistirmenin olciilemedigi hallerde yer degis-
tirme olcmeleri yardimiyle sekil degistirmeleri elde edilir. Yer degis-
tirmeler dis kuvvetlerden dogan otelenme (yatay Otelenme ile disey
otelenme) ve dis momentlerden dogan dénme (egilme donmesi ile bu-
rulma donmesi), sekil degistirmeler ise kesit kuvvetlerinden dogan iki
kesit arasindaki aralik degismesi (uzama ile kayma) ve kesit moment-
lerinden dogan ac1 degismesi (eBilme acisi ile burulma agisi) dan iba-
rettir. Uygun olgme metodlar1 ve aletlerinin secilebilmesi bakimindan
bunlarin goz oniinde tutulmasi gerekir.

2 — Olcme Metodlar: :

Bu boliimde geriime ve sekil degistirme olgme metotlarinin en
onemlileri Ozetlenecektir.

2.1 Mekanik Metodlar
211 Gevrek Lak Metodu (Uzama cizgileri metodu)
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Yiizeyine gevrek lak tabakast siiriilmiis bir yapr elemami zorla-
nirsa lak tabakasi asal ¢ekme gerilmelerine dik dogrultuda catlar. Bu
sekilde meydana gelen catlak cizgileri tiim yapi elemaninda asal ge-
rilme dogrultularini verirler. Gerilme hali bilinen laklanmis mukayese
cubugu yardimiyle yaklasik olarak asal ¢ekme gerilme miktarlar: da
tayin edilebilir. Bu metodla dinamik &lgmeler de yapilabilir.

Sekil : 1 Gevrek lak metodu ile asal uzama cizgilerinin elde edilmesi (Hottinéer.)

En miikemmel gevrek lak metodu, Magnaflux Corporation Chica-
go, IllinoisU.S.A. firmasmin Stresscoat metodudur-- Sicaklik, rutubet
ve zaman faktorlerine itina gosterilirse, bu metodla kantitatif netice-
ler elde edilebilir.

2.12 Lovyeli ekstansmetreler (Lovyeli uzama olcer) :

Lovyeli ekstansometrede uzamalar ‘bicak seklindeki ayaklar vasi-
tasiyle almir ve bir 16vye yardimiyle mekanik olarak takriben 300 - 3000
defa biiyiiltiiliir. Elektronik¢i olmayanlar tarafindan da kolayca an-
lagilabilen bu calisma tarzindan dolay: l6vyeli ekstansometreler bugiin
dahi uzama o6l¢melerinde, 6lgme yerlerinin az sayida olmasi ve yanina
kolayca yaklasilabilmesi, uzamalarin tam statik olmasi ve yapi elema-
ninin titresiminin beklenmemesi halinde severek kullamilmaktadir.

11



Sekil 2 : Livyeli ekstansometre Sekil 3 : iki adet lovyeli ekstansomet.
(Huggenberger, Tip FX) re (Huggenberger, Tip C) yardimiyle
uzamalarmn 6lgiilmesi

2.13 Torsiyonlu Ekstansometreler :

Torsiyonlu ekstansometrede, l6vyeli mekanizma yerine, yarist bir
yonde diger yarist aksi yonde burulmus bir serit konmustur. Seridin
uzamas! halinde orta kismina tesbit edilmis olan gosterge doner.

2.14 Disli Ekstansometreler (Komparatorler) :

Disli ekstansometreler yer degistirme, ¢O6kme, sehim veya bur-
kulma 6lgmelerinde kullanlan en énemli Olgme aletleridir. Bu eks-
tansometrelerde hareket disli bir mil vasitasiyle disli ¢arklara ileti-
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lir ve burada istenen bilyiitme saglamr. Meseld duyarlig: 1/10 - 11000
mm. ve gosterge sahasi 200 - 1 mm. olan kompratérler meveuttur.

Sekil : 4 Komparator semasy

Sekil 5 : Iki acikhikly betonarme kriste komparatorler yardimiyle uzamalarm
daha dogrusu kesit donmelerinin élciilmesine ait deney diizeri

13



Sekil 6: Betonarme kiriste pldstik mafsalin komparatorler yardimiyle oleiilmesi

. 2.15 Ayakli Ekstasometreler :

Ayakli ekstansometre, disli ekstansometrede yapilan bazi ilaveler-
le meydana gelmistir ve yapt elemaninda &nceden uygun aralikla tes-
pit edilmis olan 6l¢gme noktalarma sadece oleme aninda oturtulur..
Olcme noktalar1 duruma gore yap: elemanina yapistirilan veya cak-
lan 6zel markalarla teskil edilir. Alet, okunduktan sonra uzaklastinl-
digindan ve 6lgme noktalarini teskil eden markalar cok saglam tespit
edildiginden yapi elemant okumalar arasinda uzun zaman cok kaba
tesirlere (titresim, yiiksek sicaklik, rutubet) maruz birakilabilir- Bu
aletlerde genellikle 1/1000 mm. duyarhktaki komparatorler kullanilir

Sekil 7: Ayakli ekstansometrelerin prensip gsemasi (Huggenberger)
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Seki yal 11 ekstansometrenin kullanilis sekli (Huggenberger)

2.16 Lovyeli Yazicl :

Lovyeli yazici, 6zel ucla donatilmis gostergesi, muayyen bir hizla
donen tambura sarili mumlu kagit iiZerinde hareket eden bir nevi 16v-
yeli ekstansometredir. Yazici 5 - 50 defa biiyiitecek sekilde ayarlana-
bilir Tamburun ¢evre hizi 2 - 10 mm/s arasinda olabilmektedir.

Lovyeli yazic1 statik ve 100 Hz'e kadar dinamik yer degistirmele-
ri kaydetmeye elverislidir. 4

D

Sekil 9 Lvae]i yazicyr semasi

2.2 Mekanik - Optik Metodlar :
2.21 Doner Aynali Ekstansometreler :

Bu tip ekstansometrelerde 6lcme uzunlugunun boy degismesi ara-
ya mekanik iletme vasitasinin konmasi suretiyle bir aynanin dénme
hareketine c¢evrilir. Bu ayna iizerine bir 1sik 1sm1 disiiriiliir ve onun
sapmas1 Olgiiliir. Bu suretle siirtiinme ve kiitle kuvvetlerinin énemli
tesirleri olmadan yiiksek biiyiitme oranina erisilebilir.

15



Burada diirbiinlii ve 151k gostergeli aletleri birbirinden ayirdetmek
gerekir. Diirbiinlii aletlerde (mesela Martens aynali ekstansometre-
si), aydinlanmis bir skalanin doner ayna iizerindeki goriintiisii bir diir-
biin yardmmiyle sekil degistirmeden evvel ve sonra okunur.

Sekil 10: Martens aynal; ekstansometrenin prensip semas:

Sekil 11: Martens aynali ekstansometrenin diirbiinlii okuma diizeni (Amsler)
Isik gostergeli aletlerde (Martens - Hesse aynali ekstansometre-
si), 6zel bir 151k kaynagina ihtiyag vardir- Bir yarigm goriintiisii doner

aynadan yansitildiktan sonra bir skala {izerine diisiiriiliir.
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Sekil 12: Martens . Hesse aynali ekstansometrenin prensip v§'emas1

En ¢ok kullanilan doéner aynali aletlerde déner ayna ve okuma
diizeni birbirinden tamamen ayrilmis durumdadir. Yiiksek biiylitme
glicline sahip okiilerin (Otokolimasyon prensibi) kullanilmasi suretiy-

le doner ayna ve okuma diizeninin tek bir alet icinde birlestirilmesi
miimkiindiir .

]
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Sekil 13 : Freise Otokolimasyon ayna aletinin prensip semas:1 (Lit, 2)

17



Sekil 14 : Freise Otokolimasyon ayna aleti ile uzamalarmn 6leiilmesi (Lit, 2)

2.22 Optik Metod :

Optik metodda muayene edilen yapi elemant iizerinde bir ¢izgi
ap1 teskil edilir ve bunun yiiklemeden sonraki deformasyonu optik ola-
rak olciiliir. Bu Olgmelerden ozel degerlendirme hesaplar1 yardimiyle
uzamalar elde edilir. Cizgi agimn elde edilmesi icin cesitli imkéanlar
denenmistir. Bunlardan bir tanesinde mesela yapi elemanma 1s13a kar-
s1 hassas bir tabaka tatbik edilir, bir ¢izgi agmin bu tabaka iizerine
projeksiyonu yapilir ve sonra banyo edilir. Baska bir usulde ¢iz
gi af1 yapt elemani iizerinde yansitilir ve bu goriintiiniin deformasyon-
dan evvel ve sonraki fotografi cekilerek dlgmeler bu fotograflar iize-
rinde yapilir.

Bu metotda biiyiik deformasyonlara ihtiyac vardir. Fakat bu halde
ekzakt model tekniginde caiz olmayan deformasyonlar meydana ge"
lir. Daha cok plak deneylerine uygun olan bu metod hakkinda lite-
ratiir (12) de genis bilgi mevcuttur. ‘

2.3 Mekanik - Elektrik Metodlar :

Yegane mekanik _ elektrik metod olan «titresimli tel ekstansomet-
resinde» uzamadan dolayr gergin bir telin titresiminde meydana gelen
frekans degisimi elektriki olarak olgiiliir,
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Sekil 15 : 0. Schaefer Titresimli tel ekstansomeiresine ait bleme diizeni
(Lt, 2) G ekstansometre, E dleme aleti

2.4 Pnématik Metodlar :

Pnomatik ekstansometreler, degisken kesitli borudan akan gazin
ha] degisimi esasma dayanir. Borunun birinci hiicresinde sabit basing-
ta tutulan hava ikinci hiicreden disariya gikarken dar kesitli crkisi
kapayan dilin a¢ilma miktar1 ile orantili olarak basincr diiser.

Iki hiice basincinin oram ile dilin acllma miktar1 arasindaki ba-
gintiy1 gosteren egrinin lineer kism1 uzama olcmelerinin yapilmasi im-
kanim verir.

Basit ve diferansiyel esaslara gére calisan iki tip pnématik ekstan-
sometre mevcuttur. Diferansiyel pnématik ekstansometreler diger me-
todlara nazaran ¢ok biiyiik bir biiviiltme (200 000 ve daha fazla), hii-
yiik bir dogruluk derecesi ve duyarhk gosterirler. Metod nisbeten ba-
sit ve calisma tarzi ¢ok sarihtir. Ariza ihtimali cok azdir ve basit ted-
birlerle arizalardan sakinilabilir. Diferansiyel metod tercihan cok kii-
ciik- 6lgme uzunluklar1 (1 ve 2 mm gibi) isteyen uzama &lcmelerine
uygundur. Bir basingh hava kaynagina ihtiya¢ olmas1 metodun biiyiik ‘
kullanma imkanim simirlamaktadir.
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Sekil 16 : Basit pnoématik ekstansometre semasi
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Sekil 17 : Diferansiyel pnamatik ekstansometre semasi

2.5 Gerilme Optigi (Foto - Elastisite) :

Gerilme optigi de denen Foto - Elastisite, saydam sicimlerde yiik-
_ lemelerden dolay: meydana gelen kirtlma indisi degisikligini Olgen ve
buradan sekil degistirme veya gerilme halini elde etmeye galisan op-
tik metodlar ile ugrasir. Bu metodun karakteristik bir hususiyeti fo-
tograflarin yardimiyle ¢ok cabuk olarak tiim gerilme haline ait genel
bir bilgi elde edilebilmesidir. Bu suretle tehlikeli bolgeler goriiliir
hale gelir ve sonradan daha hassas 5lcme metodlar: bu bolgelere teksif
edilebilir. '

Elastik, homogen, izotrop ve saydam bir malzemeden yapilmis lev-
ha seklinde bir model alalim. Monokromatik ve lineer polarize bir 1sik
yiiklenmemis durumdaki boyle bir modelden hic bir degisiklige ugra-
madan gecer. Fakat, model yiiklenince malzeme optik bakimdan anizo-
trop, yani sun’i bir kristal haline gelir ve lineer polarize 151k kristal op-
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tiginin ana kanununa gore asal gerilme dogrultularinda titresim yapan
iki bilesene ayrilir. Meydana gelen iki 151k bileseni, asal gerilmelerle o-
ratili olarak modeli degisik hizlarla gectiklerinden her birine ait kirilma
indileri farkli oldugu gibi, baslangic noktalari da modelden sonra
Z = 8.} kadar birbirine nazaran kayar. Rolatif faz kaymas1 ismi ve-
rilen (8), kirnllma indisleri fark: ile orantilidir. Dolayisiyle, (8) ile asal
e
gerilmeler arasinda & = — (0, — ;) seklindeki Wertheim kanunu
S
yazilabilir. Bu ifadede (¢) model kalinhgm: ve (S) 1s13in  boslukta
ki dalga uzunlugu (*) ya bagh bir malzeme sabitidir. Rélatif faz kay-
masi1 (8) y1 dlgerek asal gerilmeler farkini ve polorizasyon dogrultusunu
degistirmek suretiyle de asal gerilme dogrultular: kolayca elde edilir.
Asal gerilmelerin kendilerini elde etmek icin bir seri yardimci metodlar
gelistirilmistir.

Sekil 18 : Gerilme optigi aletinde (Polariskop’ta) gerilme dolayisiyle

15181 gecirdigi degisiklik (Gerilme optigi olayi)

Sekil 19 : Projeksiyonlu Polariskop (Ménch . Fieker, Firma Tiedemann)
B) Aydmnlatma kisim M) Model sehpasi P) Projeksiyon kismi
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Sekil 20 : Basit egilmeye maruz bir kiriste isochromat (es.renk) cizgilerinin daha
dogrusu es asal kayma gerilmeleri cizgilerin polariskopta goriiniisi

Gerilme optigi metodu bugiin yiizlerce labaratuvar tarafindan  kul
ianilmaktadir, ve Deneysel gerilme analizinin en dnemlj metodlarindan
biridir. Bu metodla diizlem ve uzay gerilme hali, plastik ve dinamik o-
laylar arastirlabilir- Gerilme optiginin yapl elemanlar1 ve yap1 sistem-
lerine uygulanabilen yiizeysel tabaka metodu, gerilme optigi ekstanso-
metresi ve gerilme olcerleri mevcuttur. Gerilme optigi hakkinda daha
genis bilgi icin literatiif [15] e bakiniz.

2.6 Ronigen Metodu ile Gerilme Analizi

Bu metotda rontgen 1sinlarn ince kristalli metal malzemenin yiize-
vine diistiigiinde meydana gelen interferans olayindan istifade edilir:
Filtre edilmis (monokromatik) rétgen isinlarmin dalga uzunlugu (*),
yiizeydeki kristallerin yiizeye dik dogrultuda sebeke diizlemleri arasin-
daki uzakhgi (d) olduguna gore yanstyan 1sinin interferans sarti, Bragg
kanununa goére, cos « /2 = »/2d seklindedir.. Gelen ve yansiyan 1sinlar
arasindaki ( « ) agisi rontgen filmindekj siyah halkanin (r) yarigap: ve
filmin yiizeyden olan (a) uzakligi yardimiyle hesaplanir. Elastik cismin
yiizeyinde meydana gelen o , % asal gerilmeleri, kristallerin sebeke
diizlemleri arasindaki (d) arahgi ve dolayisiyle (r) yarigapinin degisme-
sine sebep olur.

Rontgen 1sinlarimip elestik cismin ylizeyine dik olarak gonderilme-
E E d-do
si halinde asal gerilmeler toplami, o + % = — — & = — — ——
A v [ do
elde edilir. Burada (do) yiiklenmemis durumda, ylizeye dik dogrultu-
da kristallerin sebeke diizlemlerj arasindaki uzakliktir.

Herhangi bir (x) dogrultusundaki (%) gerilmesini elde etmek icin
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ylizeyin normali ile (V) acist yapan egik dogrultuda rontgen cekilir. Bu
halde interferans halkas: eliptik sekil alir. Yansiyan isinlarin yiizeyin
normalj ile yaptiklari acilar ¥; ¥, ve (1) dogrultusunda olciilen  sebe:
ke diizlemleri araligi (d,) ve (2). dogrultusunda olgiilen (d;) ise
~ E (di-d.)/d;
aranan gerilme ox = ( ) [ - 1 bagnuisi ile he-
1+v Sin2¢; - Sin 2,
saplanir. Bu bagmtidaki d; ve d- yiikleme altindaki degerlerdir. Yiikle-
mesiz haldeki (do) degerinin bilinmesine ihtiyac yoktur. Bu sebeple
rontgen metodu ile cismi parcalamadan ilkel gerilmeleri tayin etmek
miimkiindiir- Bu metodun diger bir hususiyeti Slgme bolgesinin cok
kiigiik olmasidir (1 mm?). L

Rontge metodu, Slgmelerin ¢ok masrafli olmasi ve degerlendirme-
deki baz1 giicliikler dolayisiyle sadece cok 6nemli problemlerin labora-
tuvarlarda ¢oziilmesi i¢in kullanilir. Bundan baska sekil degistirme
mekanizmas1  hakkinda  bilgilerin derinlestirilmesi  icin  vazge-
¢ilmez bir vasita tegkil eder.

Sekil : 21 Dik dogrultada rontgen cekilmesi

e
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Sekil : Egik dogrultuda rontgen cekilmesi (Glocker)

2. Elektrik Metodlar

Elektriki dlcme diizeninde: yer ve sekil degistirmeyi elektiriki yol-
la olciilebilecek sinyale ceviren «bir duyarga» ve bir kuvvetlendirici ile
duyurganin verdigi sinyali gorilir hale getiren bir gosterge aletini ih-
tiva eden «bir dlgme aleti» bulunur: Arzu edilirse ayrica uygun «bir
yazici alet» de devreye baglanip 6lcme degerlerinin zamanla degisimi
tesbit edilebilir. Olgme diizeninin bu sekilde tertiplenmesi duyargalar
boy ve kiitlece kiigiik teskil edebilme imkani verir. Sinyalin kuvvetlen-
dirilmesi cok defa hic¢ bir giicliik gostermediginden, Olgme uzunlugu
cok kiiciik tutulabilir. Kuvvetlendirme ve biiyiiltme istendigi kadar bii-
yiik olabilir.. Ancak dlgme aletinin cok pahali olmasi bir mahzur teskil
eder. '

Elektriki metodlarda yer ve sekil degistirmeler, bir direng degisi-
‘mine, indiiksiyon degisimine veya kapasite (siga)  degisimine
cevrilir. Bundan baska fotosel veya piezo olayindan da istifade
edileblir. Simdi bu imkanlardan faydalanan metodlar1 teker teker ince-
leyelim-

271 Direncli Ekstansometreler

271.1 Ekstansometre Bandlar1

Bir ekstansometre bandi, uygun sekilde kivrilmis cok ince direng
telini tasiyan ve sentetik malzemeden ~ yapilan takriben posta
pulu biiyiikliigiindeki banddan ibarettir. '

\
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Sekil 23 : Basit ‘exstonsometre bandi cesitleri :
a) Kiveimh tel (1zgara tipi) ekstansometre bandi b) Zikzak tel ekstansometre band:
¢) Paralel telli ve enlemeli ekstansometre bandi d) Folili (yassi tel) ekstansometre
band: e) Kaynaklanabilen ekstansometre band:

Ekstansometre bandi bir yapi elemami {iizerine yapistirilirsa, ban-
din igindeki direng teli yapt eleman: ile birlikte uzar ve neticesinde
direnci degisir- Bu diren¢ degismesi ile birim wuzama arasinda
AR/R = k. Al/l bagintisi mevcuttur. Hassasiyet faktorii dedigimiz
(k), telin bir karakteristligi oldugundan ( AR/R ) direng degisme
sinin  Olciilmesi suretiyle ( ¢ = Al/1 ) birim wuzama elde edilir

Onemli ekstansometre bandi tipleri Sekil 23’de goriilmektedir. iki
eksenli sekil degistirme halini 6lgmek icin basit ekstansometre bandla-
rindan baska ok telli ekstansometre bandlari da yapilmistir. Bu tip
bandlara Rozet adi verilir. En ¢ok kullanilan ikili ve tiglii Rozet tipleri
Sekil 24 de goriilmektedir.

Ekstansometre bandlarinin en onemli avantajlar1 sunlardir : Olgme
hatalarimin ¢ok kiiclik olmasi, pratik olarak hi¢ yer isgal etmemesi ve
tesbit diizenine ihtiyac gostermemesi, yiiksek frekans ve sicakliklarda
Slgcme yapabilmesi, kuvvet, moment, basing v.s. gibi mekanik biiyiik-
lerin olgiilmesi icin ¢ok degisik kullanma imkénlarmin mevcut olmasi.
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Sekil 24 : Rozet (cok telli ekstansometre bandr) cesitleri :

a) Asal gerilme dogrultularinmm bilinmesi, b) Asal gerilme dogrultularimn bilinmemesi
halinde kullanir

Ekstansometre bandlarinin biiyilk mahzuru hassasiyetinin diisiik
olmasidir. Mesela ¢ = A1/l = 1.10<° mertebesindeki birim uzamaya
takriben A R/R =  2.103 mertebesinde bir rolatif direng degisimi te-
kabiil eder. Bu sebeple izolasyon direncinin ¢ok yiitksek ve irtibat di-
rencinin ¢ok kiiciik olmasina 6zel itina gdsterilmelidir..

Ektansometre bandlarinda boy degisiminden meydana geren di-
ren¢ degisimini 6lgmek igin tercihan Wheatestone Kopriisii —devresi
kullanilir. Olcme aletleri, koprii direnglerinden bir, iki veya dort tanesi-
nin ekstansometre bandi olacak sekilde baglanti yapilmasina imkéan
verecek tarzda insa edilirler. (Sekil 25 ve 26) Koprii dogru akim veya
alternatif akimla beslenebilir. Koprii diyagonaline baglanan olgme ale- '
tinin galvonometresi kopriiniin ~denge durumunu gosterir. Ekstanso-
metre badindaki direc degisiminden bozulan denge, koprii direncinin
bir potansiyometre yardimiyle degistirilmesi suretiyle tekrar sagla-
nirsa buna «sifir metodu» veya «denge metodu» denir. Bu metod ancak
statik olcmelerde kullanilabilir, ve bu tip dlgme aletlerine «Kompansa-
tér» adi verilir. Diger tip 6lcme aletlerinde bozulan denge bir mikro-
ampermetre veya milivoltmetre ile direkt olciiliir veya bir kaydediciye
gdderilir. Daha ziyade dinamik &l¢melerde kullanilan bu tip 6lgme alet-
lerine «kuvvetledirici» ad: verilir.

Gevrak lak metodu ve gerileme optigi (foto elastisite) yaninda eks-
tansometre bandi metodu, deneysel gerilme analizinin en 6nemli meto-
dudur. Ekstansometre bandlar1 hakkinda daha genis bilgi igin lit. [14]
e bakmiz.
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Sekil 25 : Ekstansometre bandlarmm olcme aletine baglant: sekilleri :
1) ve 4) de: ’.[‘1 aktif ve To 1si1dengelemesi icin kor ekstansometre band:
2) ve5) de: T, ve T, aktif ekstansometre bands, duyarhik iki misli )
3) , 6) ve 7) de: Tl, T,, Ts ve T, aktif ekstansometre bandi, duyarlik dért misli

Sekil 26 : Uzama élgme kopriisii (Huggenberger)

2712 Yan Iletken Ekstansometre Bandlari

Ekstansometre bandi duyarhiginip kiiciik olmast madeni telin mese-
& Germanium, Silisyum gibi bir yari iletkenle degistirilmes: fikrini
dogurmustur. Bu suretle takriben 50 defa daha yiiksek duyarhk saglanir-
Bu ekstansometrelerin sifir ayari sicaklikla degistiginden statik Olgme-
ler icin biiyiik bir avantaji yoktur. Bundan baska duyarlig1 da sicaklikla
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bagmtilidir Buna ragmen kuvvetlendiricisi olmayan &lgme aletlerinin

kullanilmas: veya sert yaylarda oldugu gibi cok kiiciik sekil degistirme-

lerin olciilmesinde 6nemli avantajlar1 vardir. Bu ekstansometrelerin

gelismesi beklenebilir.

Sekil 27 : Yarn iletken ekstansometre bandi (Hottonger Baldwin)

27713 Serbet Tel Ekstansometresi

Serbest tel ekstansometresi diyes yapi elemaninin uzamasi serbest
gerilmis direng teline mekanik olarak iletilen ekstansometreye denir.
Gerilme ve uzama dlcmeleri icin biiyiik bir nemi yoktur. En gok diger
mekanik biiyiikliiklerin elektrikse] olclilmesinde kullamlir.

b/ P72 e

/uQ/
1 1

Sekil 28 : Serbest telli ekstansometre semasi
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2.72 Indiiktif Ekstansometre

Indiiktf ektansometrede, yapi elemanmin yer ve sekil desitirmesi
iki bobinin indiiktivitesine tesir eden bir manyetik cubugun hareketine
cevrilir. Indiiktif ekstansometre yiiksek bir oOleme hassasiyetine ve
iyi bir dogruluk derecesine sahiptir ve kaba yapisindan dolayr fena
sartlardaki ol¢melere de uygundur. Cok yiiksek frekanslara uygun de-
gildir ve bundan baska parazit ivmelere karsi hassas olmasi da bir ku-
sur teskil eder. Indiiktif ekstansometrelerin, ekstonsometre badlar:
yaygin hal almadan once ¢ok biiyiik pratik nemi vardi. Bu giin dahi

_Ljﬂ TALITT 7777 7777777 /(// 4

. %
1 A

Sekil 29 : Indiiktif ekstansometre semas;

muayyen gayeler icin, meseld c¢ok kiicitk 6lgme uzunlugu isteyen uza-
ma Olgmeleri, yer degistirme olcmeleri, yiiksek rutubetteki Slgmeler
ve mekanik biiyiikliiklerin 6lciilmesi icin eski 6nemini muhafaza et-
" mektedir..

2.73 Kapasitif Ekstansometre

Kapasitif ekstansometrede yer ve sekil degistirmesi bir kapasite
degisimine cevrilir. Kapasitif eksansometrelerin indiiktif ekstansomet-
lere nazaran kablonun kapasitesi ve dielektrigin degismesinden ¢ok mii-
teessir olmasi mahzuru vardir.. Bu sebeple uzama 6l¢cmelerinde sik kul-
lamlmaz. Fakat diger mekanik biiviikliiklerin Slgiilmesinde tercih edilen
avantajlart vardir.
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Sekil 30 : Kapasitif ekstansometre semasy

2.774. Piezo Ekstansometre

Piezo ekstansometre Bariumtitanatdan yapilmis ve elektrotlart bu-
Junan ince bir levhadan ibarettir. Ekstansometre bandlarinda oldugu
gibi yap1 eleman iizerine yapistirithr. Yapi elemaninin uzamasi halinde
Piezo ekstransometre de birlikte uzar ve elektrotlarinda uzama ile oran-
tih bir elektriki gerilim meydana gelir. Piezo ekstansometre ¢ok yiiksek
oleme hassasiyetine sahiptir (1.10 ¢ pirim uzama igin 1000 mV). Sta-
tik 8lcmeler icin uygun degildir Piezo olaymnm déniislii olmasi dolayisiyle
yiiksek frekansli titresim meydana getirilmesinde de kullamihir. Cok kii-
ciik uzama olgmelerine veya sadece uzama frekanslarinin enteresan oldu-
gu o6lgmelere uygundur.

Sekil 31 : Piezo ekstansometre semas:
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